台式X荧光光谱仪技术要求
一、采购内容01—台式X荧光光谱仪
（一）设备信息
1.设备名称：台式X荧光光谱仪
2.数量：1台
（二）用途、功能和参数要求
1.用途要求
主要用于分析样品中的元素组成。它通过利用样品吸收X射线后发射出的荧光X射线来识别样品中的元素种类和含量；
2.功能要求：主要用于分析样品中的元素组成。它通过利用样品吸收 X 射线后发射出的荧光 X 射线来识别样品中的元素种类和含量。这项技术能够快速地对固体、液体或粉末等多种形态的样品进行分析，特别适用于无损检测和高效分析。XRF 能够精确地测量样品中各元素的浓度，通常用于环境监测、矿物分析、金属合金成分分析等领域
3.详细技术要求
一、系统配置包含: 拟购置的设备需要满足能测试的对象包括：固体、液体、粉末和薄膜，无需前处理；能够检出的元素范围为：11Na ~92U，至少有6位初级光路滤光片；对于已知材料的镀层可以进行膜厚测试。 
二、技术要求 
1 系统组成及主要功能 
1.1 主要功能：拟采购的能量散射X射线荧光光谱仪主机是一台具有元素成分定性和定量分析设备，对于轻元素的分析也具有较高的灵敏度，能够测试11Na ~92U，浓度范围为1ppm~100%。 
1.2 超大型的样品室：样品尺寸至少≥300mm×275mm×100mm，需要容纳大型的部件直接放入测试，无须切割； 
1.3 微区分析：φ1､3､5､10mm光阑自动更换，需要对产品有缺陷、异物、不均一样品进行分析。 
2 主要技术指标及要求 
2.1 测定环境：大气，真空，氦气 
2.2 检测器类型：SDD(硅漂移检测器) 
2.3 制冷方式：电子制冷无需液氮 
2.4 计数方式：数字滤光片技术处理 
2.5 X射线管：Rh靶 
2.6 X射线管发生部：电压5~50kV，步进1KV可调，电流1~1000μA，冷却方式：风冷 
2.7 检出元素：够精确地检出Al、S、Cl等轻元素，其他元素Fe、Cu、Zn、Cd、Cr、Mn、Nb、P、Ti、V、Y、Zr等，成分范围包括了12NA~92U浓度范围：1ppm~100% 
2.8 分析区域配置：配备CCD相机，准确进行样品观察和定位，可以在大面积上选择观察分析区域。 
2.9 检测对象：无需前处理即可测试固体、薄膜、粉末、液体
2.10滤光片交换器：至少6位初级光路滤光片
2.11 膜厚测试：对于已知材料的镀层需进行膜厚测试。 
2.12 样品测试台：具有一键开合样品盖的保护开关，配备粉末或液体样品测试所需要的样品盒。 
[bookmark: _GoBack]2.13 样品观察，CMOS图像装置。不少于12位样品台
2.14 准直器：至少4种可选，最小直径不大于1mm 
2.15 应用软件 
（1）能够进行材料成分的定性分析和定量分析，自动选择合适的样品工作曲线进行筛选分析，显示光谱扫描，下载校准曲线，输出数据和简单易用的数据备份；支持Windows主流操作系统； 
（2）中英文任意一种操作界面，能够出具分析报告。内置塑料曲线、金属曲线。背景 FP 法，可提升少量有机物样品的定量准确度、进行异形镀层样品的膜厚测定。 
2.16 工作站：处理器级别I5-12500，8G内存，512G固态硬盘，24寸显示器，win10专业版系统.品牌打印机
2.17 压片机：≥50吨
